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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SUPRACONDUCTIVITE -

Partie 11: Mesure du rapport de résistance résiduelle —
Rapport de résistance résiduelle des supraconducteurs
composites de Nb3Sn

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nahi

intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations intern

gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également a0xX\ra au
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon de
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les ¢

3) Les documents produits se présentent sgus
comme normes, spécifications technique
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification interndtionale, le Co |tes atlonaux de la CEl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possi

bley les i
nationales et régionales. Touie dlverenc entke
correspondante doit étre indiques airs dans cette Yerniere.

5) La CEl n’a fixé aucune p océd re cncernant e marquage)comme indication d’approbation et sa responsabilité

6) L’attention est attitée sb > éments de la présente norme internationale peuvent faire
I'objet de dr0|t iété , dr0|ts analogues La CEI ne sauralt etre tenue pour

responsable de ne\pa

La norme inter
conductivité.

Le texte des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
90/131/FDIS 90/134/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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1)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SUPERCONDUCTIVITY -

Part 11: Residual resistance ratio measurement —
Residual resistance ratio of Nb3Sn composite superconductors

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of\ the IEC\{s to promote

international co-operation on all questions concerning standardization in the ele ctrohic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Stard ration is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested \ipn the With may
participate in this preparatory work. International, governmental and nop<goyer izatiehs liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabo ates 510 i International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions ermi o\ t between the

two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technica 3 garly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each\technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommend se and are published in the form
of standards, technical specifications, te [N X i § they” are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, ndertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard ang ing national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter

5) The IEC provides no markifg p approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in sonfo

6) Attention is drawn to the S nts of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IE(C le for identifying any or all such patent rights.

International Sta I s been prepared by IEC Technical Committee 90:

Superconductivity.

The text of thi i the following documents:

Full information on

\ FDIS Report on voting
) 90/131/FDIS 90/134/RVD

e voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.
At this date, the publication will be

reconfirmed;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.
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INTRODUCTION

Le cuivre ou l'aluminium sont utilisés comme stabilisateurs dans les supraconducteurs
multifilamentaires de Nb3Sn et fonctionnent comme une dérivation électrique lorsque la
supraconductivité est interrompue. lls contribuent également a la reprise de la supra-
conductivité en dirigeant la chaleur générée dans le supraconducteur vers le fluide de
refroidissement environnant. La résistivité du cuivre utilisé dans les supraconducteurs
composites dans la zone de température cryogénique est une grandeur importante qui influe
sur la stabilité du supraconducteur. Le rapport de résistance résiduelle est défini comme le
rapport entre la résistance du supraconducteur a température ambiante et celle
immédiatement supérieure a la transition supraconductrice.

La présente Norme internationale décrit la méthode d'essai relative au rapport™\de résistance

pour mesurer la résistance immédiatement supérieure a la ftr ! S conductrice.
D'autres méthodes sont décrites a I'article A.2.

S
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INTRODUCTION

Copper or aluminium is used as stabilizer material in multifilamentary Nb;Sn superconductors
and works as an electrical shunt when the superconductivity is interrupted. It also contributes
to recovery of the superconductivity by conducting the heat generated in the superconductor
to the surrounding coolant. The resistivity of copper used in the composite superconductor in
the cryogenic temperature region is an important quantity which influences the stability of
the superconductor. The residual resistance ratio is defined as a ratio of the resistance of the
superconductor at room temperature to that just above the superconducting transition.

In this International Standard, the test method for the residual resistance ratio of Nb3Sn
composite superconductors is described. The curve method is employed forthe measurement
of the resistance just above the superconducting transition. Other methg described in
clause A.2.

S
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SUPRACONDUCTIVITE -

Partie 11: Mesure du rapport de résistance résiduelle —
Rapport de résistance résiduelle des supraconducteurs
composites de Nb3Sn

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 61788 spécifie une méthode d'essai pour Ja—détermination du
rapport de résistance résiduelle (RRR) des conducteurs composites de . tte méthode
est destinée a étre utilisée avec des éprouvettes de supracond

a 350, une surface de section inférieure @ 3 mm?2, et qui ont recu uR trai que de
réaction. Dans l'absolu, il est prévu que les éprouvettes soienit ‘ayussi droite
cependant, ce n'est pas toujours le cas, c'est pourquoi il esure est

effectuée sur des éprouvettes en I'état de livraison. Touteg
appliquer de champ magnétique.

Electrotechygique International (VEI) — Chapitre 815:

CEl 60050-815 A Vo
Supraconducti
e partie de la CEI 61788, les définitions de la CEI 60050-815

rapport de résistance résiduelle

RRR (abréviation)

rapport entre la résistance a température ambiante et la résistance immédiatement supérieure
a la transition supraconductrice

Le rapport de résistance résiduelle du fil composite est obtenu au moyen de I'équation (1)
ci-dessous, ou la résistance (R4) a température ambiante (20 °C) est divisee par la
résistance (R,) immédiatement supérieure a la transition supraconductrice.

RRR = R (1)
Ry

La figure 1 montre de maniére schématique une courbe de la tension en fonction de la
température obtenue sur une éprouvette en mesurant la résistance cryogénique. Tracer une
droite dans la figure 1 au niveau ou la tension augmente fortement (a), puis tracer une autre
droite dans la figure 1 au niveau ou la tension augmente progressivement (b) avec la
température. La valeur de la résistance a l'intersection de ces deux droites, A, est définie
comme la résistance (R,) immédiatement supérieure & la transition supraconductrice.
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SUPERCONDUCTIVITY -

Part 11: Residual resistance ratio measurement —
Residual resistance ratio of Nb3;Sn composite superconductors

1 Scope

This part of IEC 61788 covers a test method for the determination of the residual resistance
ratio (RRR) of Nbs;Sn composite conductors. This method is

superconductor specimens that have a monolithic structure with a recia

acquisition methods are outlined in Annex A.

2 Normative references

The following referenced documents are indigp®e 3 he” application of this document.
For dated references, only the edition gited apphe undated references, the latest edition

transition

The residual resistance ratio of the composite wire is obtained in equation (1) below, where
the resistance (R4) at room temperature (20 °C) is divided by the resistance (R5,) just above
the superconducting transition.

RRR = FL (1)
R>

Figure 1 shows schematically a voltage versus temperature curve acquired on a specimen
while measuring cryogenic resistance. Draw a line in Figure 1 where the voltage sharply
increases (a), and draw also a line in Figure 1 where the voltage increases gradually (b) with
temperature. The value of resistance at the intersection of these two lines, A, is defined as
resistance (R,) just above the superconducting transition.
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